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I Activity conducted Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
. o . 7.01 napiecie DC

w statej lokalizaciji (S) i/lub 7.02 prad DC

poza nig (P) / at 7.03 napiecie AC
permanent location (S) 7.04 prad AC

and/or outside of 7.05 rezystancja DC

permanent location (P) 7.06 rezystancja AC

7.09 pojemnos¢

7.10 kat przesunigcia fazowego

7.12 moc DC

7.13 moc AC

7.15 elektryczna symulacja wielkosci
10.01 czas (przedziat czasu)

10.02 czestotliwosé
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 209

Laboratorium Wzorcujace NDN
ul. Janowskiego 15, 02-784 Warszawa
. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Napiecie DC
Multimetry 10 mV do 330 mV 23-10¢-U+1,2puv S, P Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe 330 mVdo 3,3V 13-106-U + 2,1 yv P16
Mierniki parametrow sieci energetycznych 3,3Vdo 33V 14-106-U + 22 yv w oparciu o
Skopometry 33Vdo330V 20-10¢-U+ 0,2 mV Euramet cg-15 v. 3.0
Karty pomiarowe 330 Vdo 1000 V 20-10¢-U+2mV 02/2015
U — wielko$¢ mierzona (V) Metoda bezposrednia
Kalibratory 10 mV do 100 mV 6:10%-U + 0,2 pv S, P Procedura wewnetrzna
Generatory 100 mVdo1V 3:10%-U+ 0,2 pv P17
1Vdo10V 3-106-U+1,2uv
10 Vdo 100 V 5-1076-U + 0,03 mV Metoda bezposrednia
100 V do 1000 V 5:10°6-U + 0,7 mV
U — wielko$¢ mierzona (V)
Zasilacze 10 mV do 100 mV 6:10%-U + 0,2 pv S,P Procedura wewnetrzna
Obciazenia elektroniczne 100 mVdo1V 3-106-U+ 0,2 yv P17
1Vdo10V 3-106-U+1,2uVv
10 Vdo 100 V 5-10°6-U + 0,03 mV Metoda bezposrednia
100 V do 1000 V 5:10°¢-U + 0,7 mV
U — wielko$¢ mierzona (V)
Oscyloskopy 1 mV do 24,999 mV 3-1073-U + 0,05 mV S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry 25 mV do 109,99 mV 8:1073-U + 0,03 mV P20
0,110 V do 2,1999 V 0,8 %
2,2V do 10,999 V 0,8 % Metoda bezposrednia
11Vdo 130V 0,8 %
130 V do 1000 V 5:1076-U + 0,7 mV
U — wielko$¢ mierzona (V)
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 10 Vdo 100 V 2:103U+0,05V S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia przebicia 100 V do 1100 V 2103 U+0,55V P22
Mierniki rezystanciji izolacji 1100 V do 5000 V 3103 U+55V
5kV do 10 kV 3103 U+5V Metoda bezposrednia
U — wielko$¢ mierzona (V)
Prad DC
Multimetry 0,33 mA do 3,3 mA 0,12:10°3-/+ 0,06 pA S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe 3,3 mA do 33 mA 0,12:10°%-/+ 0,2 pA P16
Mierniki parametréw sieci energetycznych 33mA do 330 mA 0,12:10°3-/+ 0,2 pA w oparciu o
Skopometry 0,33Ado1,1A 0,24-10°3-/+ 0,04 mA Euramet cg-15 v. 3.0
Karty pomiarowe 1,1Ado3A 0,4:1073:/ + 0,04 mA 02/2015
Mierniki cegowe 3Ado11A 0,58:107%-/+ 0,63 mA
11Ado20A 0,97:1073:/+ 1,8 mA Metoda bezposrednia
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe 1A do 1000 A 6,7-103-/+0,5A S,P Procedura wewnetrzna
P18
| — wielko$¢ mierzona (A)
Metoda bezposrednia
Kalibratory 0,1 mA do 10 mA 10:1076-/ + 0,05 pA S,P Procedura wewnetrzna
10 mA do 100 mA 0,11-1073-/+ 0,002 mA P17
0,1Ado1A 0,12:1073-/+ 0,11 mA
1Ado2A 0,13-10°%-/+ 0,10 mA Metoda bezposrednia
2Ado30A 0,2:1073-/+ 0,5 mA
| — wielko$¢ mierzona (A)
Zasilacze 0,1 mA do 10 mA 10-107¢-/+ 0,05 uA S, P Procedura wewnetrzna
Obciazenia elektroniczne 10 mA do 100 mA 0,11-107%-/+ 0,002 mA P17
0,1Ado1A 0,12:1073-/+ 0,11 mA
1Ado2A 0,13-10°%-/+ 0,10 mA Metoda bezposrednia
2Ado30A 0,2:1073-/+ 0,5 mA
30 A do 400 A 0,2:1073-/+ 0,02 A
400 A do 1000 A 0,2:1073-/+ 0,02 A
| — wielko$¢ mierzona (A)

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 209
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Napiecie AC
Multimetry 45 Hz do 10 kHz S, P Procedura wewnetrzna
Mierniki napigcia cyfrowe 10 mV do 33 mV 0,13-107%-U + 0,0074 mV P16
Mierniki parametréw sieci energetycznych 33 mV do 330 mV 0,16-1073-U + 0,0096 mV w oparciu o
Skopometry 0,33V do 3,3V 0,18:1073-U + 0,068 mV Euramet cg-15 v. 3.0
Karty pomiarowe 33Vdo33V 0,18:1073-U + 0,68 mV 02/2015
33Vdo330V 0,22-1073-U + 0,0022 V
330 Vdo 1000 V 0,2:103-U + 0,07 V Metoda bezposrednia
U — wielko$¢ mierzona (V)
Kalibratory 45 Hz do 2 kHz S, P Procedura wewnetrzna
Generatory 10 mV do 100 mV 40-10°6-U + 0,004 mV P17

0,1Vdo1V

1Vdo10V
10 Vdo 100 V
100 V do 1000 V

2 kHz do 10 kHz
10 mV do 100 mV
01Vdo1V
1Vdo10V
10V do 100 V
100 V do 1000 V

10 kHz do 30 kHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V
10 Vdo 100 V
100 V do 1000 V

30 kHz do 100 kHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V
10 V. do 100 V
100 V do 1000 V

100 kHz do 300 kHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V
10V do 100 V

300 kHz do 1 MHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V
10 Vdo 100 V

1 MHz do 2 MHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V

2 MHz do 4 MHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V

4 MHz do 8 MHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V

8 MHz do 10 MHz
10 mV do 100 mV
100 mVdo1V
1Vdo 10V

70-1075-U + 0,0054 mV
70-1075-U + 0,054 mV
80-1076-U + 0,0006 V
0,1-1073-U + 0,025 V

90:1075-U + 0,004 mV
0,13-107%-U + 0,007 mV
0,13-107%-U + 0,007 mV

0,1-1073-U + 0,54 mV

0,11-107%-U + 0,025 V

0.2:1073-U + 0,001 mV
0.2:1073-U + 0,01 mV
0.2:103-U+ 0,1 mV
0.2:103-U+1V
0.2:103-U+25V

0.5-1073-U + 0,005 mV
0.5-1073-U + 0,05 mV
0.5-103-U + 0,5 mV
0.5-1073-U + 5 mV
0.5-103-U+ 0,1 mV

2:103-U+0,03mV

2:103-U+ 0,3 mV
2:103-U+3mV

3,5:103-U+ 5 mV

10-1073-U + 0,01 mV

10-1073-U + 0,01 mV

10-1073-U + 0,1 mV
10-10%-U+0,5V

15:1073-U + 0,5 mV
15-1073-U + 0,005 V
15-103-U+ 0,05V

40-103-U+1mV
40-103-U+0,01V
40-103-U+0,1V

80:103-U+1mV
80-103-U+ 0,01V
80:103-U+0,1V

150-103-U+1 mV
150-103-U + 0,01V
150-103-U+ 0,1V

U — wielko$¢ mierzona (V)

Metoda bezposrednia
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 209

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Zasilacze 45 Hz do 2 kHz S,P Procedura wewnetrzna
Obciazenia elektroniczne 10 mV do 100 mV 40-1076-U + 0,004 mV P17

0,1Vdo1V 70-1076-U + 0,0054 mV
1Vdo10V 70-10°6-U + 0,054 mV Metoda bezposrednia
10 Vdo 100 V 80-10°6-U + 0,0006 V
100 V do 1000 V 0,1-1073-U + 0,025 V
U — wielko$¢ mierzona (V)
Oscyloskopy 50 kHz do 100 MHz S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry 5mVdo55V 40-103-U+1mV P20
100 MHz do 300 MHz
5mVdo55V 45-103-U+1mV Metoda bezposrednia
300 MHz do 600 MHz
5mVdo55V 70-103-U+1mV
600 MHz do 1,1 GHz
5mVdo35V 80-103-U+1mV
1,1 GHz do 18 GHz
5mVdo35V 10 %
U — wielko$¢ mierzona (V)
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 45 Hz do 2 kHz S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki napiecia przebicia 10 mV do 100 mV 40-10°5-U + 0,004 mV P22
0,1Vdo1V 70-1076-U + 0,0054 mV
1Vdo10V 70-10°6-U + 0,054 mV Metoda bezposrednia
10 Vdo 100 V 80-106-U + 0,6 mV
100 V do 1100 V 0,1-1073-U + 0,025 V
1100 V do 5000 V 310%-U+55V
5kV do 10 kV 310%-U+5V
U — wielko$¢ mierzona (V)
Prad AC
Multimetry 45 Hz do 1 kHz S, P Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu cyfrowe 0,33 mA do 3,3 mA 1,2:103-/1+ 0,1 pA P16
Mierniki parametréw sieci energetycznych 3,3 mA do 33 mA 4,6-107%-1+ 2,4 pA w oparciu o
Skopometry 33 mA do 330 mA 4,6-1073:/+ 2,4 pA Euramet cg-15 v. 3.0
Karty pomiarowe 0,33Ado11A 5,8:1073:/+ 0,12 mA 02/2015
Mierniki cegowe 1,1Ado3A 0,6:103:/+ 0,3 mA
3Ado11A 1,2:103:/+ 0,002 A Metoda bezposrednia
11 Ado205A 1,7-103-1+ 0,006 A
| — wielko$¢ mierzona (A)
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 45 Hz do 1 kHz S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki pradu uptywu 0,33 mA do 3,3 mA 1,2:103-/1+ 0,1 pA P22
3,3 mA do 33 mA 4,6-1073/+ 2,4 pA
33 mA do 330 mA 4,6:1073:/+ 2,4 pA Metoda bezposrednia
0,33Ado1,1A 5,8:1073-/+ 0,12 mA
1,1Ado3A 0,6-103-/+ 0,3 mA
3Ado11A 1,2:103-/+ 0,002 A
11 Ado20A 1,7-103-1+ 0,006 A
| — wielko$¢ mierzona (A)
Mierniki cegowe 50 Hz S,P Procedura wewnetrzna
1A do150 A 7-103-/1+0,5A P18
150 A do 1000 A 7-103-/1+0,9 A
Metoda bezposrednia
| — wielko$¢ mierzona (A)
Kalibratory 45 Hz do 2 kHz S Procedura wewnetrzna
1 mA do 20 mA 0,3-103:/+ 0,6 pA P17
20 mA do 200 mA 0,3:103-/+ 0,6 pA
0,2Ado2A 0,3:10-3-/+ 0,12 mA Metoda bezposrednia
2Ado20A 0,9-103-/+ 0,002 A
20Ado30A 2,5-103:/1+ 0,025 A
| — wielko$¢ mierzona (A)
Zasilacze 45 Hz do 2 kHz S,P Procedura wewnetrzna

1 mA do 20 mA
20 mA do 200 mA
0,2Ado2A
2Ado20A
20Ado30A

0,3:103-/+ 0,6 pA
0,3:103-/+ 0,6 pA
0,3:103:/+ 0,12 mA
0,9:103-/ + 0,002 A
2,5:103:1 + 0,025 A

| — wielko$¢ mierzona (A)

P17

Metoda bezposrednia

Wersja strony: A
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 209

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat, Metoda pomiarowa
Rezystancja DC
Multimetry 1Qdo10Q 12 mQ S, P Procedura wewnetrzna
Mierniki rezystancji cyfrowe 10 Q do 100 kQ 0,022 % P16
Skopometry 100 kQ do 11 MQ 0,061 % w oparciu o
Karty pomiarowe 11 MQ do 33 MQ 0.025 % Euramet cg-15 v. 3.0
Mierniki ciagtosci obwodu 33 MQ do 110 MQ 0.05 % 02/2015
Mierniki rezystancji uziemienia 110 MQ do 330 MQ 0,3 %

Testery bezpieczenstwa elektrycznego 330 MQ do 1100 MQ 1,5% Metoda bezposrednia
Kalibratory 1Qdo11Q 5,4 mQ S, P Procedura wewnetrzna
Rezystory state 11 Q do 3,3 kQ 0,023 % P17
Rezystory regulowane 3,3kQ do 3,3 MQ 0,046 %
3,3MQ do 10 MQ 0,47 % Metoda bezposrednia
Oscyloskopy 40 Q do 60 Q 0,12 % S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry 0,5 MQ do 1,5 MQ 0,12 % P20
Metoda bezposrednia
Mierniki rezystancji izolacji Napiecie pomiarowe S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki parametrow sieci do 65V P22
10 kQ do 100 GQ 0,2 %
Napiecie pomiarowe Metoda bezposrednia
do 400 V
40 kQ do 100 GQ 0,2 %
Napiecie pomiarowe
do 800 V
100 kQ do 100 GQ 0,2 %
Napiecie pomiarowe
do 1100 V
200 kQ do 100 GQ 0,2 %
Napiecie pomiarowe
do 1575V
1 MQ do 100 GQ 0,3 %
Napiecie pomiarowe
do 2500 V
2 MQ do 100 GQ 0,3 %
Napiecie pomiarowe
do 5500 V
10 MQ do 1000 MQ 0,5 %
1GQdo 10 GQ 1,0 %
10 GQ do 100 GQ 3,0 %
Rezystancja AC
Mierniki rezystancji cyfrowe 50 Hz S,P Procedura wewnetrzna
(metoda dwuprzewodowa) 20 mQ do 50 mQ 12 mQ P22
Mierniki rezystancji uziemienia 50 mQ do 100 mQ 12 mQ
(metoda dwuprzewodowa) 100 mQ do 350 mQ 12 mQ Metoda bezposrednia
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 350 mQ do 500 mQ 14 mQ
(metoda dwuprzewodowa) 500 mQ do 960 mQ 15 mQ
0,96 Qdo 1,7 Q 20 mQ
1,7Qdo 4,7 Q 25 mQ
47Qdo9Q 37 mQ
90do17 Q 60 mQ
17Qdo 47 Q 100 mQ
47 Qdo 90 Q 300 mQ
90 Q do 170 Q 500 mQ
170 Q do 470 Q 10
470 Q do 900 Q 5Q
900 Q do 1700 Q 10 Q
Mierniki rezystancji cyfrowe 50 Hz S,P Procedura wewnetrzna
(metoda czteroprzewodowa) 1 mQ do 14 mQ 0.2 mQ P22
Mierniki rezystancji uziemienia 14 mQ do 39 mQ 0.4 mQ
(metoda czteroprzewodowa) 39 mQ do 94 mQ 0.7 mQ Metoda bezposrednia
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 94 mQ do 340 mQ 1.2 mQ
(metoda czteroprzewodowa) 340 mQ do 490 mQ 2.0 mQ
490 mQ do 960 mQ 2.7mQ
960 mQ do 1,7 Q 4.8 mQ
1,7Qdo 4,7 Q 8.5 mQ
47Qdo9Q 24 mQ
90do17 Q 85 mQ
17Qdo 47 Q 300 mQ
47 Qdo 90 Q 500 mQ
90 Q do 170 Q 1Q
170 Q do 470 Q 250
470 Q do 900 Q 5Q
900 Q do 1700 Q 10 Q

Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 209
. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Pojemnosé
Multimetry 1 kHz S, P Procedura wewnetrzna
10 nF do 10 pF 1,9 % P16
w oparciu o
Euramet cg-15 v. 3.0
02/2015
Metoda bezposrednia
Oscyloskopy 5 pF do 50 pF 58:1073-C + 0,58 pF S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry P20
C — wielko$¢ mierzona (F)
Metoda bezposrednia
Kat przesuniecia fazowego
Mierniki parametrow sieci -180° do 180° S, P Procedura wewnetrzna
Fazomierze cyfrowe 15 Hz do 70 Hz P19
0,1Ado10 A 0,012 °
10Ado30 A 0,058 ° Metoda bezposrednia
Moc DC
Mierniki mocy 0,03 W do 20,5 kW S Procedura wewnetrzna
33 mV do 1020 V P19
0,33 mA do 329,99 mA 0,027 %
0,33 Ado 2,9999 A 0,025 % Metoda bezposrednia
3Ado205A 0,081 %
Moc AC
Mierniki mocy czynnej cyfrowe jednofazowe 1,65 W do 20 kW S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki mocy pozornej cyfrowe jednofazowe 1,65 VA do 20 kVA P19
Mierniki mocy biernej cyfrowe jednofazowe 1,65 var do 20 kvar
Mierniki parametrow sieci Metoda bezposrednia
45 Hz do 65 Hz
10V do 1020 V
[cos (@)] =1
[sin (@)] =1
0,33 Ado 1,0999 A 0,079 %
1,1 Ado 2,1999 A 0,083 %
2,2 A do 4,499 A 0,078 %
4,5Ado205A 0,12 %
|cos (@)] =1do 0,5
|sin (¢)] =1 do 0,5
0,33 A do 1,0999 A 0,36 %
1,1 Ado 2,1999 A 0,36 %
2,2 A do 4,499 A 0,36 %
4,5Ado205A 0,37 %
0,25 W do 600 kW
0,25 VA do 600 kVA
0,25 var do 600 kvar
40 Hz do 70 Hz
1V do 600 V
[cos (@)] =1
[sin (@)] =1
0,5A do 500 A 0,36 %
500 A do 1000 A 0,37 %
|cos (@)] =1do 0,5
|sin (¢)] =1 do 0,5
0,5A do 500 A 0,36 %
500 A do 1000 A 0,37 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 209

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
iekt wzorcowani miar Zakr miarow A I M miarow
Obiekt wzorcowania/pomiaru akres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. etoda pomiarowa
Mierniki mocy czynnej cyfrowe tréjfazowe 0,75 W do 1,8 MW S,P Procedura wewnetrzna
Mierniki mocy pozornej cyfrowe tréjfazowe 0,75 VA do 1,8 MVA P19
Mierniki mocy biernej cyfrowe tréjfazowe 0,75 var do 1,8 Mvar
Mierniki parametrow sieci Metoda bezposrednia
40 Hz do 70 Hz
1V do 600 V
|cos (@)] =1
[sin (@)] = 1
0,5A do 500 A 0,63 %
500 A do 1000 A 0,65 %
|cos (@)] =1do 0,5
|sin (¢)] =1 do 0,5
0,5A do 500 A 0,63 %
500 A do 1000 A 0,65 %
Elektryczna symulacja wielkosci
Przetworniki temperatury -200°Cdo 0°C 0,08 °C S, P Procedura wewnetrzna
Rejestratory temperatury 0°C do 100 °C 0,09 °C P16
Wskazniki (mierniki) temperatury 100 °C do 300 °C 0,11 °C w oparciu o
wspotpracujace z czujnikami rezystancyjnymi 300 °C do 400 °C 0,12°C EURAMET cg-11v.2.0
400 °C do 630 °C 0,14 °C
630 °C do 800 °C 0,25°C Metoda posrednia
Przetworniki temperatury -200 °C do 1372 °C 0,72-103 - T+ 0,64 °C S, P Procedura wewnetrzna
Rejestratory temperatury P16
Wskazniki (mierniki) temperatury T — wielko$¢ mierzona (°C) w oparciu o
wspotpracujace z czujnikami EURAMET cg-11v.2.0
termoelektrycznymi
Metoda posrednia
Czas (przedziat czasu)
Oscyloskopy 10 ns do 100 ms 2:106-T +29ns S Procedura wewnetrzna
Skopometry P20
T — wielko$¢ mierzona (s)
Metoda bezposrednia
Czestotliwos¢
Multimetry 3 Hzdo 10 Hz 5106 - F S, P Procedura wewnetrzna
10 Hz do 300 kHz 3106 - F P16
w oparciu o
F — wielko$¢ mierzona (Hz) Euramet cg-15v. 3.0
02/2015
Metoda bezposrednia
Kalibratory 3 Hz do 300 kHz 0,08 % S, P Procedura wewnetrzna
P17
Metoda bezposrednia
Zasilacze 3 Hz do 300 kHz 0,08 % S, P Procedura wewnetrzna
P17
Metoda bezposrednia
Oscyloskopy 1 kHz do 20 GHz 2106 - F S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry P20
Mierniki czestotliwosci cyfrowe F — wielko$¢ mierzona (Hz)
Analizatory widma Metoda bezposrednia
Generatory 1 Hz do 400 MHz 0,4 Hz S Procedura wewnetrzna
400 MHz do 8 GHz 3 Hz P17

Metoda bezposrednia

Niepewno$¢ pomiaru dla CMC stanowi

rozszerzenia ok. 95 % i jest wyrazona w jednostkach wielkosci mierzonej.

Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC wyrazona w procentach jest niepewnos$cig pomiaru wzglednag
i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielkosci mierzonej.

Wersja strony: A
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Wykaz zmian

Zakresu Akredytacji Nr AP 209

Status zmian: wersja pierwotna — A

HOLOGRAM
HOLOGRAM

HOLOGRAM
HOLOGRAM

—

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAtU AKREDYTACJI
WZORCOWAN

KATARZYNA WISNIEWSKA
dnia: 12.06.2026 r.
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